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Studien zur zukunftigen IC-Entwicklung (IRDS, ITRS u.a.) sagen einvernehmlich voraus,
dass die Zuverlassigkeit kunftiger integrierter Schaltungen stark durch das Auftreten von
Elektromigration (EM) gefahrdet wird. Ein Problem hierbei ist das Fehlen von geeigneten
Gegenmalinamen bei der Layoutsynthese. Deshalb muss an dieser Stelle ein Paradigmen-
wechsel vollzogen werden, welcher das traditionell nach der Layouterstellung stattfindende
Verifizieren der EM-Robustheit durch einen proaktiven, EM-robusten Layoutentwurf ersetzt.
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Der etwa 30-minutige Vortrag stellt die notwendigen Anpassungen und Neuentwicklungen
zur Erhéhung der EM-Robustheit in der Verdrahtung digitaler Schaltungen vor. Der
Vortragende fuhrt dazu kurz in die Thematik der EM ein, stellt anschlielRend geeignete
Analysemethoden, GegenmalRnahmen und Ergebnisse einer EM-robusten Verdrahtung vor
und schliel3t den Vortrag mit einem Ausblick ab.




